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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

DOUZIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES POUR COURANT CONTINU A DIELECTRIQUE

EN FILM DE POLYCARBONATE A ARMATURES EN FEUILLES METALLIQUES

PREAMBULE

decilsions ou accords officiels de la CEI en ce qui ne le
stions techniques, préparés par des Comités d'Etude

éées comme telles par les Comités nationaux.

s le but d'encourager 1l'unification/in

u que tous les Comités nationaux adapte s régles nat
texte de la recommandatio ure ou les con
ionales le permettent. la recommandatio
et la régle nationale co g i dans la mesure du p

e indiquée en termes clai

le Comité d'Etudes No. 40 de la CE

or

s,
hal

bnt

ime le

ionales
diitions
n de la
bssible,

menti

nés dans le tableau ci-dessus.

Pour gﬁ plus aabiéé renseignements, consulter les rapports de vote cor

D\
N
Reégle| des Si ?hﬂ \\RéE??EE,Ek vote Procédure des Rapport de|vote
Deux Mois
AN
4o (BC) 1“\\>\%/(BC)658
respondants

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).

La présente norme remplace la Publication 384-12 (1979) de la CEI:
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques.
Douzieéme partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant
continu & diélectrique en film de polycarbonate a armatures en feuilles
métalliques. Choix des méthodes d'essai et régles générales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 12: SECTIONAL SPECIFICATION:

FIXED POLYCARBONATE FILM DIELECTRIC METAL FOIL D.C. CAPACITORS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,

prepareg—b =Ya al Com
having & special interest therein are represented, express,

= omm

possible, an international consensus of opinion on the subjetts dea

with.

2) They haye the form of recommendations for internatio
acceptefl by the National Committees in that sense.

3) In ordep to promote international unification the
wish thht all National Committees should adopt the\texX
recommehdation for their national rules in so far as i {1 conditions$

will peprmit. Any divergence betw
corresppnding national rules shq
indicated in the latter.

This stand echnifdl Committee No. 40:
Capacitors i

The text 9 he following documents:

Six Mont

Procedure

Two Months' Report on Voting

40(cd) 614 \%( 0558

Further irformatiSh\gé% be found in the relevant Reports on Voting indicated in

the table |aboye.

The QC number that appears on the front cover of this publication is

the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

This standard replaces I1EC Publication 384-12 (1979): Fixed Capacitors

for Use in Electronic Equipment. Part 12: Sectional Specification: Fixed

Polycarbonate Film Dielectric Metal Foil Capacitors For Direct Current.

Selection of Methods of Test and General Requirements.
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DOUZIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES POUR COURANT CONTINU A DIELECTRIQUE
EN FILM DE POLYCARBONATE A ARMATURES EN FEUILLES METALLIQUES

SECTION UN - GENERALITES

Généralités

Domaine d'application

Lg présente norme s'applique aux condensateurs fixes pour ¢ continu,
dg tension nominale ne dépassant pas 6 300 V, utilisa ielpctrique
url] film de polycarbonate et dont les électrodes son itué e fines
fquilles métalliques. Pour les condensateurs de tef i upérieure

a|1 000 V des essais et des exigences complémentaire prescrits
dgqns la spécification particuliére.

Lgs condensateurs couverts par cette norme tilisés
dgdns les équipements électroniques.

Lgs condensateurs pour antiparasitag AN i résente
nqrme; ils sont couverts pa licati : ensateurs
fixes utilisés dans les équipen ique i€ tie:
Spécification intermédiaire: txe i i .| Choix
dgs méthodes d'essai et régles

oy jet

LYlobjet de cette\ng S S i Sfé i s des
cdractéristiques, 13§ la CEI,
1gs procé{ii§ ‘ }aqualité et les méthodes d'essai et de
mgsure approprieas 3 les exigences générales pour ce type de
cqndensate d'essal et les exigences prescrites dans les

spécificati i iérgs doivent &tre d'un niveau égal ou supérieur a

cglui pécification intermédiaire, un niveau inférileur

nYétan

Dqc

Py bllcm& la CEI:

PLbljcat’ion 62 (1974)- Codes pour le marquage des nésistances
et des condensateurs.

Publication 63 (1963): Séries de valeurs normales pour
résistances et condensateurs.
Modification No. 1 (1967).
Modification No. 2 (1977).

Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et

de robustesse mécanique.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

PART 12: SECTIONAL SPECIFICATION:

FIXED POLYCARBONATE DIELECTRIC METAL FOIL D.C. CAPACITORS

SECTION ONE - GENERAL

General

Scope

This [standard applies to fixed direct current capacitors,
not gxceeding 6 300 V, using as dielectric a polycarbonafte)fi

des gf thin metal foils. For capacitors with rated vo
1 00Q V, additional tests and requirements may be spe
specification.

The gapacitors covered by this standard are ird
equipment.

Capagitors for radio interference suppr
coverred by IEC Publication 384-J4: Fi

ronic

¢luded, but are
or Use in Electronic

Equipment. Part 7T4: Sectional(Speci Fi Capacitors for Radio

Intepference Suppression. Selecdti of Test and General

Requirements.

Objegt
The g¢bject of thipg sta is toiprescnibe preferred ratings and charac-
terigtics and to [sele > ieation 384-1 (1982), the appropriate

quality asse ent
general per

and fequirementg

Related. documents

1EC I’&&o S

and measuring methods and to give
dr this type of capacitor. Test severities
étail specifications referring to this
sectlonal spegNfi i hallNbe of equal or higher performance level,

Publication 62 (1974): Marking Codes for Resistord and

o 3 4
Capacroorss

Publication 63 (1963): Preferred Number Series for
Resistors and Capacitors.
Amendment No. 1 (1967).
Amendment No. 2 (1977).

Publication 68: Basic Environmental Testing

Procedures.
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Publication QC 001002 R
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Publication 384-1 (1982): Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques. Premiére partie:
Spécification générique.
Modification No. 2 (1987).

Publication 410 (1973): Plans et régles d'échantillonnage pour les
contrdles par attributs.

Publication QC 001001: Régles fondamentales du Systéme CEI

(1986) d'assurance de la qualité des composants

électroniques (IECQ).

by ’ S

1986) osants

Publication de 1'IS0:

Norme ISO 3 (1973): S normaux
Note. -Lorsque les documents ci-dessug sont tud ticle de
la présente spécification, ig utilisée,

sauf pour la Public tlon 6 ition
de .

Les spec1flcatlo i ié I écifi i ticuliere
N
LS spec1f10.»'on* g 1.8 i i iggnces in-

rérieures a : S if1 énéri i édiai particu-
| iére-c ] 9 celles-ci
goivent iculiére
érisque.

Note. : i S L4 commodité

Les\d 3 fvantes doivent €tre données dans chaque spécification
part foyl i es valeurs fixées doivent de préférence &tre chgisies

parmi._ce¥les daennées dans 1l'article approprié de la présente spé¢ification
intermediairs.

Dessin d'encombrement et dimensions

Il doit y avoir une illustration du condensateur destinée a faciliter son
identification et sa comparaison avec d'autres condensateurs. Les dimen-
sions et leurs tolérances associées qui affectent 1'interchangeabilité et
le montage doivent é&tre données dans la spécification particuliére. Toutes
les dimensions doivent de préférence étre données en millimétres, mais,
lorsque les dimensions originales sont données en inches, les dimensions
métriques correspondantes en millimétres doivent &tre ajoutées.

Normalement, les valeurs numériques doivent &tre données pour la longueur
du corps, la largeur et la hauteur du corps et l'entraxe des sorties ou,
pour les types cylindriques, le diamétre du corps et la longueur et le
diamétre des sorties. Si nécessaire, par exemple lorsque la spécification
particuliére couvre plusieurs articles (de différentes valeurs de capacité
et/ou tension), les dimensions et leurs tolérances associées doivent étre
placées dans un tableau sous le dessin.
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1.4

1.4

Publication 384-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment

Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987).

Publication 410 (1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection by
Attributes.

Publication QC 001001: Basic Rules of the IEC Quality Assessment System

(1986) for Electronic Components (IECQ).

Publication QC 001002: Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment

(1986) System for Electronic Components (IECQ).

IS0 Publication:

IS0 Standard 3 (1973):

Note. -The above references apply to the curren

Information to be given in a detail specifikcatiw

Dgtail specifications shal
spgecification.

evant blank det

ed Numbers.

br
Lest

il

De uirements inferior to those

off & pecification. When more| severe
re Y listed in Sub-clause 1.9 pf the

dsg hCa i he test schedules, for example by

ar

Ngte. : 2 inBub-clause 1.4.1 may for convenience, be

Th i shall be given in each detail specificatlion and
th 1 preferably be selected from those given inl the

ag

O

There~sha beg’ an illustration of the capacitor as an aid to easy recog;

th

nition’and for comparison of the capacitor with others. Dimensionsg and

ounting,

shall be given in the detail specification. All dimensions shall preferably
be stated in millimetres, however when the original dimensions are given in
inches, the converted metric dimensions in millimetres shall be added.

Normally the numerical values shall be given for the length of the body,
the width and height of the body and the wire spacing, or for cylindrical
types, the body diameter, and the length and diameter of the terminations.
When necessary, for example when a number of items (capacitance values/
voltage ranges) are covered by a detail specification, the dimensions and
their associated tolerances shall be placed in a table below the drawing.
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1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.4

1-5
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Si la configuration du condensateur est différente de celle indiquée
ci-dessus, la spécification particuliére doit donner les informations
dimensionnelles qui le décriront convenablement. Si le condensateur n'est
pas congu pour l'utilisation dans les cartes imprimées, cela doit étre
clairement indiqué dans la spécification particuliére.

Montage

La spécification particuliére doit spécifier la méthode de montage a
employer pour l'utilisation normale et pour les essais de vibrations,
secousses ou chocs. Les condensateurs doivent étre fixés par leurs
dispositifs normaux de fixation. La conception du condensateur peut €tre
telle qu'elle exige pour son emploi un dispositif spécial de fixation. Dans

ce cas la spécification particuliére doit décrire ce Adis itif|de fixation
qui doit étre utilisé lors des essais de secousses ibrations.
Caractéristiques

Les caractéristiques (assignées ou non) doivs S X articles
applicables de la présente spécification ainh S Lons
suivantes:

Gamme de capacité nominale

Voir paragraphe 2.2.1.

diaformémént a la spécificatjon parti-
de valeurs, la régle suivante devrait

Note. -Lorsque des produits
culiére ont diffé
étre ajoutée:
"La ga
donnée

les dans chaque gamme de tension est
a liste\des prbduits qualifiés".

Caractépistiqués

Des caiéégh

plémentaires peuvent €tre données lorsqu'elles
essaires pour spécifier convenablemenft le

particuliére doit prescrire les méthodes d'esshi, les
et Yes exigences applicables pour les essais de soudapilité et de
résistan 4 la chaleur de soudage.

| Marquage

La spécification particuliére doit spécifier les indications & marquer

sur le condensateur et sur l'emballage. Les déviations & 1'égard des
prescriptions du paragraphe 1.6 de la présente spécification intermédiaire
doivent &tre spécifiquement indiquées.

Terminologie

En complément aux termes et définitions appropriés figurant dans la
Publication 384-1 de la CEI les définitions suivantes sont applicables:
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When the configuration is other than described above, the detail speci-
fication shall state such dimensional information as will adequately des-
cribe the capacitor. When the capacitor is not designed for use on printed
boards, this shall be clearly stated in the detail specification.

1.4.2 Mounting

The detail specification shall specify the method of mounting to be applied
for normal use and for the application of the vibration and the bump or
shock tests. The capacitors shall be mounted by their normal means. The
design of the capacitor may be such that special mounting fixtures are
required in its use. In this case the detail specification shall describe
the mounting fixtures and they shall be used in the application of the

vibration and bump or shock tests.
1.4.3 Ratings and characteristics
The ratings and characteristics shall be in ag relevant
clauses of this specification, together with
1.4.3.1 [|Rated capacitance range
See Sub-clause 2.2.1.
i fferent
iven in
1.4.3.2
Additional chavac i ; isted, when they are considerpd
necessary. to the component for design and appflication
purpose{i:>
1.4.3.3 |Soldering
ation shall prescribe the test methods, severfities and
able for the solderability and the resistance| to
1.4.4
The-detail "specification shall specify the content of the markin on the
lcapacitor and on the package. Deviations from Sub-clause 1.6 of fthis
sectional specification, shall be specifically stated.
1.5 Terminology

In addition to the applicable terms and definitions of IEC Publication
384-1 the following definitions apply:
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1.6.1

1.6.2
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=

Tension nominale (Uy ou UR)

La tension nominale est la tension continue maximale qui peut étre appliquée
en permanence aux bornes d'un condensateur, & la température nominale.

Note. -La somme de la tension continue et de la valeur de créte de la
tension alternative, appliquées au condensateur, ne doit pas étre
supérieure 3 la tension nominale, La valeur de créte de la tension
alternative ne doit pas dépasser, pour les fréquences indiquées,
les valeurs suivantes, en pourcentage de la tension nominale, et
ne doit pas étre supérieure a 280 V:

50 Hz: 20%
100 Hz: 15%
1 000 Hz: 3%
10 000 Hz: 1%

sauf prescription contraire dans la spégc
hrquage

Sglon paragraphe 2.4 de la Publication
mpdalités suivantes:

, compte tenu des

pormalement prise¢s dans
ue information est{ indi-

e

e peut étre indiquée par l¢ symbole:

h) 4ésignation de type du fabricant;

i) référence a la spécification particuliére.

Le condensateur doit porter lisiblement les informations des points a),

b) et ¢) ci-dessus, et le plus grand nombre d'autres informations consi-
dérées comme utiles. Toute redondance de l'information contenue dans le

marquage devrait étre évitée.

L'emballage contenant les condensateur(s) doit porter lisiblement toutes
les informations énumérées au paragraphe 1.6.1.

Tout marquage supplémentaire doit étre effectué de telle sorte qu'il ne
puisse y avoir aucune confusion.
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1.5.1 Rated voltage (UR)

The rated voltage is the maximum d.c. voltage which may be applied con-
tinuously to a capacitor at the rated temperature.

Note. =The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied to
the capacitor shall not exceed the rated voltage. The value of
the peak a.c. voltage shall not exceed the following percentages
of the rated voltage at the frequencies stated and shall be not
greater than 280 V:

50 Hz: 20%
100 Hz: 15%
1 000 Hz: 3%
10 000 Hz: 1%

unless otherwise specified in the detail spesx
1.6 Marking

Syb-clause 2.4 of IEC Publication 384-1
1.6.1 THe information given in the markin

lilst; the relative importange of
the list:

following
ition in

a) rated capacitance;

i)«reference to the detail specification.

1.6.2 The capacitor shall be clearly marked with a), b) and ¢) above and with
as many as possible of the remaining items as is considered necessary.

Any duplication of information in the marking on the capacitor should be
avoided.

1.6.3 The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with all
the information listed in Sub-clause 1.6.1.

1.6.4 Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.
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SECTION DEUX - CARACTERISTIQUES PREFERENTIELLES

2. Caractéristiques préférentielles

2.1 Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particuliéres doivent de
préférence €tre choisies parmi les suivantes:

2.1.1 Catégories climatiques préférentielles

Les condensateurs couverts par cette norme sont classés en catégories

(e ormeme au Fegle generalres de a3 PUDILICA O H8-1

de la CEI

lles températures minimale et maximale de catégorie e 1'essai
gontinu de chaleur humide doivent &tre choisies pé L 1 » suivan-
Yes:

Température minimale de catégorie: -55

=1

empérature maximale de catégorie: +85

urée de l'essai continu de
haleur humide:

especti-

< = 0O

2.2

=

ljes valeurs p
es valeu la

d
Hublicati B ries de valeurs normales pour résistahnces
€

antes:

étre

2.2.2 1

lles toigzgho;; préférentielles sur la capacité nominale sont: #2%, 5%,
$109 et +20%.

2.2.3 Tension nominale (Uy ou UR)

Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont: 40-63-100-160-250
et leurs multiples décimaux. Ces valeurs sont conformes a la série de base
des nombres normaux R5 donnés dans la Norme ISO 3: Nombres normaux - Series
de nombres normaux. ‘

2.2.4 Tension de catégorie (Ug)

La tension de catégorie est:

0,8 Uy pour une température maximale de catégorie de 100 °C et
0,5 Uy pour une température maximale de catégorie de 125 °C.

2.2.5 Température nominale

La valeur normale de la température nominale est 85 °C.
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2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

SECTION TWO - PREFERRED RATINGS AND CHARACHERISTICS

Preferred ratings and characteristics

Preferred characteristies

The values given in detail specifications shall preferably be selected
from the following:

Preferred climatic categories

The capacitors covered by this specification are classified into climatic

c 68-1.
T damp heat,
s
Lgwer category temperature: -25 °C
Upper category temperature: +125 °C.
Dyration of the damp heat, steady state tes days.
The severities for the cold and dry hes pper
category temperatures respectively.
Preferred values of rating
Rated capacitance (Cg)
P
11 1.5, 2.2, decimal multiples.
These valugs qonfdrm ¥ . series of preferred values given in IEC
P1blicatiéf>§3: : r/Series for Resistors and Capacitgrs.
ITf other v es ] they shall preferably be chosen from|the E12
series,
T>lerég:;\bq‘r ted\capacitance
~¥

Th referr tolgrances on the rated capacitance are %2%, 5%, +10%
and +2Q%. i
Rated-~voltagé (Ug)

I

The preferred values of rated voltage are: 40-63-100-160-250 and their
decimal multiples. These values conform to the basic series of preferred
values R5 given in ISO Standard 3: Preferred numbers - Series of
preferred numbers.

Category voltage (Ug)

The category voltage is:
0.8 Ur for upper category temperature 100 °C and
0.5 Ug for upper category temperature 125 °C.

Rated temperature

The standard value of rated temperature is 85 °C.
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d'assurance de la qualité

Etape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication est le bobinage du condensateur ou 1l'opéra-
tion équivalente.

Modeéles associables

Condensateurs fabrlques avec des procedes et des matériaux semblables,

fournies & 1'acheteur sur sa demande. Apré les para-
métres pour lesquels les informations P i -nt étre|données
sont: la variation de capacité, la t et la

résistance d'isolement.

Homologation

[.a procédure pour les essais i S hiphe 3.4

s lot

péri didues ed e la
procédure utilisant un programme a effectif

ux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 ci-aprés.

[a procédure 2
par lot et des
présente spé 'c
d'échantillo

i
Homologa la pro utilisant un effectif d'échantillofp fixe

Echantll{ggg\g

st déerite
htillon
lle

ie de la

L*échantillon doit comprendre des condensateurs de tension minimale et

de tension maximale, et pour ces tensions la valeur minimale et la valeur
maximale de capacité. Quand la gamme couvre plus de quatre tensions nomi-
nales, une tension intermédiaire doit aussi &tre soumise aux essais. Ainsi
pour l'homologation d'une gamme, l'essai de quatre ou six valeurs (combi-
naison capacité/tension) est requis. Lorsque la gamme présentée & 1l'homolo-
gation comprend moins de quatre valeurs, le nombre de condensateurs a
soumettre aux essails est celui requis pour quatre valeurs.

Les spécimens de rechange a prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur pour remplacer éventuellement 1l'unité défectueuse tolérée
au groupe "0O".

b) Un par valeur pour remplacer éventuellement des spécimens défectueux
par suite d'incidents non imputables au fabricant.
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3-1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality assessment procedures

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the winding of the capacitor e
or the equivalent operation.

Structurally Similar Components

Capa01tors considered as being structurally similar are capa01tors

e sizes and values,

tified Records of Released Lots

e information required in Sub-clause 3.5.1 o
all be made available when prescribed in the

<3 03
0
c
]
7]
o
]
Q.
o
]
Y}
ke
c
3
Q
=
oo}
1]
o
3
>
5]
ct
U]
"3
ct
=3
(]
]
jo
Q.
[
3
[l
3
v

e insulation resistance.

Qualification Approval

Th

The schedule to be used for Qu
off lot-by-lot an i
filcation. The pro
Syb-clauses 3.H#N]

lement

produced
ent

H-1

n and when
for which
i~ and

~clause

basis
i[s speci-
n in

dure

QY

Sa

Th procedure is described in IEC Publication 38
Sy e sample shall be representative of the ran
cgpdci or: which approval is sought. This may or may not be th
pl NE S d by the detail specification.

The sample~shall consist of specimens having the lowest and highes
tagesy” and for these voltages the lowest and highest capacitances,

4-1,
ge of
e com-

t vol-
When

there ar r h
be tested. Thus for the approval of a range, testing is required o

all also
f either

four or six values (capacitance/voltage combinations). When the range

consists of less than four values, the number of specimens to be t
shall be that required for four values.

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defect
Group "O".

ested

ive in

b) One per value which may be used as replacements for specimens which are

defective because of incidents not attributable to the manufact

urer.
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Les nombres de spécimens indiqués dans le groupe "O" présument que
tous les groupes sont applicables. Si ce n'est pas le cas, les nombres
doivent &tre réduits en conséquence.

Lorsque des groupes d'essais complémentaires sont introduits dans le
programme des essais d'homologation, le nombre de spécimens requis pour
le groupe "O" doit étre augmenté du nombre requis pour les groupes
complémentaires.

Le tableau I donne le nombre de spécimens & essayer dans chaque groupe
ou sous-groupe ainsi que le nombre de spécimens défectueux admissible
pour les essais d'homologation.

Essais
La serie complete des essais indiqués aux tablea equise
pour l'homologation de la gamme des condensateurs\couv ne

méme spécification particuliére. Dans chaque ¢ doivent

étre effectués dans l'ordre indiqué.
Toutes les piéces de l'échantillon doix ais du
groupe "0O" et ensuite réparties entrg

pas

Lorsqu'un condensateur n' sais

d'un groupe, il est compt

& nombre d'unités défectueulses
fectueuses permis pour chaq
e total d'unités défectueuses permises

grment ensemble le programme des esjsais
effectif fixe. Le tableau I donne en détail
t le nombre de spécimens défectueux admis-
s_différents essais ou groupes d'essais. Le| ta-
1jointement aux précisions données dans la sejction
g€ la liste compléete des conditions d'essail et| des
bgences et 1nd1que, par exemple pour 1la methode d'essal ou

pec fication particuliére.

Les conditions d'essai et les exigences pour le programmg d'es-

'3 Id . o . 3 . Y lles
prescrites dans la spécification particuliére pour le contrdle
de la conformité de la qualité.
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3.4.2

. Thg tests of each group shall be carried out in the Ok

The numbers given in Group "O" assume that all groups are applicable.
If this is not so the numbers may be reduced accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval
test schedule, the number of specimens required for Group "O" shall be
increased by the same number as that required for the additional groups.

Table I gives the number of samples to be tested in each group or sub-
group together with the permissible number of defectives for qualifi-
cation approval tests.

Tests

The complete series of tests specified in Tables I and ilred

fon the approval of capacitors covered by one detail

Thg whole sample shall be subjected to the tests hen

diyided for the other groups.

Spgcimens found defective during the tes
usgd for the other groups.

"Or i i a ] satisfied the whole
or

The £ defectives does not exceed
thq es for each group or
sul] S rmissible defectives.

Note. g form the fixed sample size test sclhledule,
) & e details for the sampling and |per-

different tests or groups of tegts,

er¥with the details of test contained in

nts and indicates where e.g. for the tqgst
ng of test a choice has to be made in the [detail

-dltlcns of test and performance requirements for the [fixed
test schedule shall be identical to those prescriibed
inthe detail specification for quality conformance inspection.
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TABLEAU I

les essais d'homologation, niveau d'assurance E

Nombre de spécimens (n) et d'unités
défectueuses admissibles (pd)

Groupe Essais Paragraphe| Par Pbur quatre va- Pour six va
no de cette valeur| leurs ou moins leurs a
pubtica= 37 T essayer—3) essayer (3)
tion /\(57\\\
n 4n | pd p \Bq\\ pd pd
‘ <f\\ total total
Examen visuel 4.1
Dimensions 4,1 N\
0 Capacité 4.2.2 4/\\\\§N$§;
Tangente de l'angle 4.2.3 ?ﬁ%\\ 2 174 [3(3)
de pertes \\\\\\\\4
Tension de tenue 4.2.1
Résistance d'isole- 2.4 <i> j:>
ment
Spécimens de 2 8 12
rechange \
: Robustesse des u.§\::> AN 18
118 | sorties ! ! i i
| ’ ] 1 |
{ Résistance i | | : :
| ] n
} H I 1 ! {
] l ! | ! I
‘ | Py bl
. 6 ! 2m {1 36 ll2(2)
| : | i I i
| | l t | !
I ! bl O
| 1B : | | : |
1 | t | ) |
{ l Vol poflo
|
| ! Lo bl
i : N | t |
| ! 1 | ! |
L -l -l |l S T |
1 Séquence climatique 4.0 9 36 | 2 il 54 3 6
2 Essai continu de 4,11 5 20 | 1 30 [2(2)
‘chaleur humide
3 Endurance 4,12 10 | 0 [2(2) 60 |3(2)
y Caractéristiques en 4.2.5 5 20 | 1 30 2
fonction de tempéra-
ture (4)

(1) Selon prescription de la spécification particuliére.
(2) Il n'est pas toléré plus d'une unité défectueuse par valeur.
(3) Valeur: combinaison capacité/tension, voir paragraphe 3.4.1.
(4) Si requis par la spécification particuliére.
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TABLE 1

Sampling plan together with numbers of permissible defectives for

qualification approval tests, assessment level E

Number of specimens (n) and
number of permissible defectives (pd)
Group Test Sub-clause| Per For four or For six values
No. of this value |[less values (3) to be tested
publica (3|3 tobe—tested
tion
n 4n | pd d n d pd
<€Q\ 1 (i:\\wi\ total
Visual examination 4,1 \\\\/
Dimensions 4.1
0 Capacitance 4.2.2 <<\\\\\ >>
Tapgent of loss angle 4.2.3 29 /?ﬂi\E&Qil\ T4 [3(3
Voltage proof 4.2.1
Insulation resistance 4.2.4 <:
Spare specimens /A(7§> 8 12
N 4
| Robustness of termi- 4.3 ' 12&\\1/2 18 11
:1A nations | I | i |
| Registance to solde- 4. | ! | | |
| ring heat (: { i : : :
[ Component solvent ! ¢ | i I
: repistance (U4) : : : : |
aaded EEDT DESE LIS R ==l == -- |-
! Sojderabili 24l 11 361 [2(2
i Solvent re i I : '
! the marking (&) : : | :
| 1B Ra | | : |
R N N
[} Vl | { | |
' Bu | | [ [
( 1 | [ |
| i t [ |
| _—t =l U I
1 Cl 36 2 4 54 3 6
2 Damp<heat, steady 4,11 5 20 1 30 |2(?
state
3 Endurance 4.12 10 | 40 [2(3) 60 |3(2)
4 Characteristics 4.2.5 5 20 1 30 2
depending on tempera-
ture (4)

(1) As required in the detail specification.

(2) Not more than one defective is permitted from any one value.
(3) Capacitance-voltage combinations, see Sub-clause 3.4.1.

(4) If required in the detail specification.
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TABLEAU II

Programme d'essais pour l'homologation

384-12 © CEI 1988

la chaleur de
soudage

4.,4,2 Mesures

finales

naire

Méthode selon spécifi-
cation particuliére

(1A ou 1B)

Examen visuel

Capacité

Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient
a3 la section quatre: Méthodes d'essai et de mesure.
2. -Dans ce tableau: D = destructif, ND = non destructif.
Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE O ND Voip \’\M
tableau
4.1 Exgdmen visuel ‘ Se on . |1
rquage| lisible et
sel6n la| spécification
</\\\\\\ >) : -
articulfiere
Y
4.1 Dinlensions \\\\\\\jiigj\JVoir la ppécification
(pgqr mesures) \\\\\\\ particulfiere
4,2.1 Terlsion de Voir ladsp <i> f Pas de cllaquage ni
tenjue : particull h\,/)V/ de contojurnement
méthode
4,2.2 Capacité A 1'intérieur de la
tolérance spécifiée
4,2.3 Tarjgente de <; Selon 4.P2.3.2
1'4ngle de \\\/
pentes (tgc{)
4.2.4 Régistance ?\VN Selon 4.2.4.2
d'isolement <
N\ ‘
GROUPE 14 \B\ Voir
tableau 1
4.3.1 Meg
initiale Tangente de 1l'angle de
pertes:
Pour Cy <10 pF: & 1 kHz
Cy > 10 pF: a 50 Hz-
120 Hez
4.3 Robustesse des Examen visuel Pas de dommage visible
sorties
4.4 Résistance a Sans séchage prélimi-

Marquage lisible

Pas de dommage visible

C

AC < 2% par rapport a

la valeur mesurée

au 4.3.1
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TABLE II

Test schedule for Qualification Approval

Notes 1. =-Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to Section Four:
Test and measurement procedures.

2. =-In this table: D = destructive, ND = non-destructive.

Sub-clause number D {Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
pumber of
permissible
defectives
(pd) A\ x
GROUP O ND See
Table I
4.1 Visual \Q:As in 4.1
examination Legible marking and
//—\\\\ s specified|in the
etail specification
4.1 Dimensipns (i See detail specifi-
(detaill) cation
4,2.1 Voltage| proof No breakdown|or
flashover
4.,2.2 Capacitpnce Within specified
tolerance
4.2.3 Tangent| of As in 4.,2.3.2

loss angle

(tand) ::>
4,.2.4 Insulatfion As in 4.2.4.2
resistance /«\\ }
GROUP 1A % See
Table I
4.3.1 Initial Capacitance
measuremen gent of loss angle:
For Cr¢ 10 pF: at 1 kHz
Y4 c .
rR> 10 pF: at 50 Hz
to 120 Hz
4.3 Robustness of Visual examination No visible damage
terminations ‘
4.4 Resistance to No pre-drying
soldering See detail specifica-
heat tion for the method
(1A or 1B)
4. 4.2 Final Visual examination No visible damage
measurements . Legible marking
Capacitance AC ¢ 2% of value
T = measured in 4.3.1
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fication particuliére
Méthode BY

Gamme de fréquence:
Hz a ... Hz
Amplitude: 0,75 mm ou
accélération 98 m/s?
(la moins sévére des
deux)

Durée totale:

6 h

— 24 — 384-12 © CEIT 1988
Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
Voir
tableau I
4,13 Résistance du Solvant: ... Voir la spécification
composant aux Température du | particuliére
solvtnts solvant: ...
(si @applicable) Méthode 2
Reprise:
GROUPE 1B D
4.5 Soudabilité Sans vieillissement ité de
Méthode selon spéci- 1Yétamage [mise en évi-
fication particuliére dence par|1l'écoulement
7 libre de 1'alliage
<i> avec un mguillage con-
>> venable de¢s sorties
\\\_/)\ ou temps {de soudage
... S, selon le cas
4,14 Résiktance Voir la spécification
du marquage particuliegre
aux polvants
(si hApplicable)
' roktement:
/\ €
4.6.1 Mesupes
initliales de l'angle de
rtes
N-\|Pobf Cy <10 pF: & 1 kHz
\Q:\\\/ Cy>10 pwF: & 50 Hz-
120 Hz
4.6 Variptions 8p = température mini-
rapiFes de male de catégorie
temperature
6p = température maxi-
male de catégorie
Cing cycles
Durée tq1 = 30 min
Examen visuel Pas de dommage visible
4.7 Vibrations Montage: voir spéci-
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Sub-clause number D [(Conditions of test * Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
See
Table I
4.13 Component Solvent: ... See detail specifi-
solvent Solvent temperature: ... I cation
resistdnce Method 2
(if applicable) Recovery: ...
GROUP 1B D
4.5 Solderability Without ageing G
See detail specifica- evigenced byl free
tion for the method owing of tlhe sol-
//—\\\\ er with wetlting of
he terminatifions or
solder shalll flow
within ... §, as
applicable
4.14 Solvent See detail
resistance specificatign
of the|marking
(if applicable) [
4.6.1 Initial :>
measurements
: at 1 kHz
> pF: at 50 Hz
E&\ to 120 Hz
4.6 Rapid ¢hang \\\\GA = Lower category
of temperatupe temperature
8g = Upper category
temperature
Five cycles
Duration tq = 30 min
Visual examination No visible damage
y.7 Vibration For mounting method

see detail specifica-
tion

Procedure BY
Frequency range:

from ... Hz to ... Hz
Amplitude: 0.75 mm or
acceleration 98 m/s?2
(whichever is the less
severe)

Total duration: 6 h
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minimale de catégorie
Durée: 2 h

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.7.2 Contrdle final Examen visuel Voir Pas de dommage visible
tableau 1
4.8 Secousses (ou Montage: voir spéci-
choes, voir fication particuliére
4.9) Nombre de secousses: ...
Accélération: ... m/s2
Durée de l'impulsion:
... WS
4.9 Chocs (ou se- Montage: voir spéci- <:
cousges, voir fication particuliére
4.8) Accélération: ... m/s2 <<:i:i§\
Durée de l'impulsion:
.. mS 7
4.8.3 Mesures <i> :> Pas de dommage visible
ou finales \\\u/)\ AE.S'3’5% par rapport
4.9.3 C a la|valeur
mesurée ay 4.6.1
Tg c§:
£ 0,002 [C <10 pF
< 0,0015/C > 10 pF
ou 1.2 fols la valeur
mesurée ay 4.6.1,
/\\;~ { la plus grande des deux
GROUPE 1 \Yk\ Voir
tableau I
4.10 SE
cltj N
4.,10.2 Chale \\\/Température: température
skche maximale de catégorie
[ Durée: 16 h
4.10.3 Esai
cyclique
de chaleur
humide,
essai Db,
premier
cycle
4.10.4 Froid Température: température
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Duration: 2 h
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Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or [(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4,7.2 Final inspec- Visual examination See No visible damage
tion Table 1
4.8 Bump (or shock, For mounting method
see 4.9) see detail specification
Number of bumps: ...
Acceleration: ... m/s2
Duration of pulse:
«e. MmS <<::
4.9 Shock (or bump, For mounting method //\\\\\
see 4.§) see detail specification N
Acceleration: ... m/s <<:: \Q:
Duration of pulse: //—\\\\
. ms <: \\\\\\v
4.8.3 Final npeasu- Visual exami <i> No visible damage
or rement§ Capacitance /ﬁgi\\zi;:> AC « 3.5% of] value
4.9.3 C ~ measurdd in 4.6.1
Tan CJZ
£ 0.002 CK 10 pF
< 0.0015 C > 10 uF
[ or 1.2 timeg value
measured in |4.6.1,
:> whichever ig the
< greater
GROUP 1 %&\\
4,10 Climati E§§\
seqlie \\\\\
4.10.2 Dry|hea ii>> mperature: upper
category temperature
Duration: 16 h
4,10.3 Damp heat,
cyclice,
Test Db,
first
cycle
h.10.4 Cold Temperature: lower
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Numéro de paragraphe | D

Conditions d'essai

Nombres de

Exigences

et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.10.5 Basse Pression: 8,5 kPa Voir
pression (85 mbar) tableau I
atmosphé-
rique (si
rgquis
pgr la
spéeifi- <i:
cdtion
pgrticu-
lilére) <i
4.10.5.3 Cqntrdle Examen visuel %\ Pas de clalquage per-
intermé- nent ni [de contour-
diaire nement ou |de déforma-
;7 tion du bofitier
4,10.6 Egsai 6 >
cyeclique \\\\J/;
dg chaleur
hymide,
egsai Db,
cycles
rgstants
Reprise:~
4,10.6.2 Mgsures <::> [;:Exa e\ vi Pas de dommage visible
finales Marquage llisible
</A\\ apacité AC . 3% par rapport a
C ~ la valeur mesurée
aux 4.4.2, 4.8.3 ou
§\ 4.9.3 selon le cas
\Q\\\\ angente de l'angle de Tg cr:
pertes £ 0,002 [C< 10 pF
<0,0015 [C > 10 pF
ou 1,2 fois la valeur
mesurée ayx 4.3.1 ou

Résistance d'isolement

4.6.1, selon le cas, la
plus grande des deux

> 50% des valeurs don-
nées au 4.2.4.2
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Sub~-clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.10.5 Low air Air pressure: 8.5 kPa See
pressure (85 mbar) Table I
(if required
by the de
tai|l speci-
fication
4.10.5.3 Intlermedi- Visual examination L break-
ateg inspec- bver or
tign /\\\\\\ brmation
<<:::E§§>§;iof the case
4.10.6 Danp heat, /—\\\\\
cyqlic, \\\\\\/
Tegt Db,
remaining <i>
cydles
Recovery:
4,10.6.2 Firal :> No visible |[damage

megsurements

LI

Tangent. o

>

loss angle

Tan cf:

£ 0.002 ¢
< 0.0015 @

measured 1ir
4.6.1, as 3
whichever 1
greater

Insulation resistance

4.2.4.2

Legible manking

AC 3% of |value
C ~ measured in
4. 4,2, 4.8.3 or 4.9.3

as applicable

< 10 pF
> 10 uF

or 1.2 timgs value

4.3.1 or

pplicable,
s the

> 50% of values in
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pertes:
Pour Cy{ 10 pF: & 1 kHz

Pour Cy> 10 pF: a 50 Hz-
120 Hz

Reprise: 1 4 2 h

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou [{(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 2 D Voir
tableau I
.11 Essai con-
tinu de
chaleur
humide . <:
4,11.1 Mepures Capacité
injtiales Tangente de l'angle de
pertes:
Pour Cy <10 pF: & 1 kHz x
Cy > 10 pF: a 50 Hz
120 Hz F\
. b
Reprise: 1 2 h <i> ::>
4.11.3 Mesures Examen visus }ii\_// Pas de dommage visible
fipales Marquage lisible
Capacité :> - |AC 3% par|rapport a
'C  la valgur mesurée
au 4.11.1
Tg c(}
€0,002 ¢ < 10 uF
<:: £0,0015 € > 10 uF
ou 1,2 fois les valeurs
mesurées ay 4.11.1, la
plus grand¢ des deux
h\ Résigtance d'isolement 2 50% des|valeurs don-
<<:t\\\>\§ ‘ nées au 4.2.4.2
GROUPE 3 :P Voir
tableau I
4,12 Enfudrance Durée: 1 000 h
4.12.1 Mesures Capacité
initiales Tangente de l'angle de
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For CR< 10 puF: at 1 kHz
Cr>10 pF: at 50 Hz
to 120 Hz

Recovery: 1 to 2 h
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Sub-~clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |{(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 2 D See
Table I
4.1 Damp heat,
steady state
4,111 Inigial Capacitance
meagurements Tangent of loss angle:
For CRé1O pF: at 1 kHz
Cp >10 pF: at 50 Hz /\
to 120 Hz Qx D
Recovery: 1 to 2 h //‘\\\\ \Q;
4.11.3 Fingl Visual examination <: \\\\\\;%o visible damage
meagurements <i> Legible markiing
Capacitance égué 3% of vlalue
C measured in
4.11.1
Tan c[}
€ 0.002 CK 10 pF
£ 0.0015 C P> 10 pF
or 1.2 timesg| values
measured in |4.11.1,
< whichever is the
”\\\ greater
Insulation resistance > 50% of values in
] 4.2.4.2
[\
GROUP 3 N \\) See
Table I
4,12 EndI:ance Duration: 1 000 h
4,12.1 Initimt Capacitarnce
measurements Tangent of loss angle:
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essail ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.12.5 Mesures Examen visuel Voir Pas de dommage visible
finales tableau I Marquage lisible
Capacité
Tangente de l'angle de <:
pertes C <
§\ 0, 0015 C > 10 pF
ou 1,2 fois les valeurs
mesurée ay 4.12.1,
<i> ;> la plus grjande des deux
Résistance\d'Isolement K\\\,/)‘ > 50% deq valeurs don-
nées au 4[2.4.2
GROUPE 4 ND N voir
4 tableau I
4.2.5 Caractéris- pasité Selon 4.245
tlques en ‘
fonction g
température
3.5 Contrdle dé~la\ conformité de la qualité
3.5.1 Formag{B;}h@S§§pt;\&p contrdle
a) C>;:;Bie\e:<;;36ies A et B

Lfs essais de ces groupes doivent étre effectués lot par lot.

Un fabricant peut regrouper sa production courante en lots de contrdle
’ . 3
sous réserve que les régles suivantes soient respectées:

(1 ) Le lot de contrdle doit se composer de condensateurs de structure
semblable (voir paragraphe 3.2).
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Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.12.5 Final Visual examination See No visible damage
measurements Table I Legible marking
Capacitance AC 3%
C
valuexméeasured
Tangent of loss angle <<i
£ 10 pF
< b 10 uF
values
//—\\\\ easured in §.12.1,
ichever is|the
(j greater
Insulation resis e > 50% of values in
! 4.2.4.2
GROUP U4 ND See
Table I
4.2.5 Charpcteris- Capacitance As in 4.2.5
tics| depen-
ding| on tem—
perature
3.5 Quality Conform <\;;;;;égplon
3.5.1 Format<pﬁ\g}\1n§pe tion lots
a) Grou;;\k:;ié\é:gﬁké:ction
Thepe/tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection
lots subject to the following safeguards:

(1)

The inspection lot shall consist of structurally similar capa01tors
(See Sub-clause 3.2).
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L'échantillon soumis aux essais doit contenir des condensateurs de
chacune des valeurs et de chacune des dimensions présentées dans
le lot de contrdle:

- proportionnellement a leur nombre;

-~ et avec un minimum de cing condensateurs de méme valeur.

Si 1'application stricte du plan d'échantillonnage conduit & moins
de cing condensateurs de chaque valeur dans 1'échantillon, la con-
stitution de 1l'échantillon doit faire 1l'objet d'un accord entre le
fabricant et 1'Organisme National de Surveillance.

b) Contrdle du groupe C

Les essais de ce groupe doivent &tre effectués

I courante

en valeurs

par groupe ge
dimensions de

re soumises

3.5.2 | Programme d'essai
Le programme des essais bur le
contrdle de la conformlt section de
la spécificati i-12-1 de
la CEI.

3.5.3 | Livraison dj;}éféq
Lorsqué;»;z océdures de la Publication 384-1 de|la CEI

3.5.4

u contrdole doit étre effectué, la capacité
étre vérifiées comme spécifié dans le|contrdle

cisapreés:
TABLEAU III A

Sous-groupe D#* E F¥ G¥*

de
controle*#* NC NQA NC NQA NC NQA NC NQA

% % % %

A1 S“u 2’5

A2 11 1,0

B1 S-3 2,5

NC niveau de contrdle

NQA = niveau de qualité acceptable

L culiére-cadre
iveht) de préférence étre choisi(s) dans les tableaux III A et III B
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(2a) The sample tested shall be representative of the values and
dimensions contained in the inspection lot:

- in relation to their number;
- with a minimum of five of any one value.
(2b) If there are less than five of any one value in the sample

basis for the drawing of samples shall be agreed between th
manufacturer and the National Supervising Inspectorate.

the
e

b) Group C inspection
These tests shall be carried out on a periodic basis.
Samples shall be representative of the current productign>of “the| spe-
cified periods and shall be divided into high, médiym and&)low volltage
ratings. In order to cover the range of approvea i bne
case size shall be tested from each voltage ¢ periods
other case sizes and/or voltage ratings ip/ ested
3.5.2 Tes
The prmance
Ins ecifi-
cat
3.5.3 Del
Whe Ise
3.9
sha
3.5.4 Asgessment
The assses all
preferab
TABLE III A
Inspectign ok E F#* G*
sub-group*¥
IL AQL IL AQL IL AQL IL AQL
% % % %
A2 I1 1.0
B1 S-3 2.5
IL = inspection level
AQL = acceptable quality level
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Sous-groupe D#* E F# G*
de
controlet# n p n c p n c p n c
C1la 6 9 1
C1B 6 18 1
C1 6 27 2
C2 6 15 1
C3 3 21 1
CY 12 9 3 /,\\
= périodicité en mois
= effectif de 1'échantillo
= nombre admissible de
Notes rel
* Les nj
¥% Le con la deuxiéme seftion de la

spécif
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TABLE IIT B

Inspection D# E F# G#*
sub-group®*#® .
' p n c p n c p n c p n
CiA 6 9 1
C1B 6 18 1
c1 6 27 2
c2 6 15 1
C3 3 21 1
cy 12 9 1
p = periodicity in months
n = sample size
¢ = permitted number of de

Notes concerning Tables III A and III B:

®# The assegsment levels D, F and G are under copsideratio

%% The conté¢nt of the Inspection sub-g

b innSection Two of the
relevant |blank detail specificatig
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SECTION QUATRE - METHODES D'ESSAI ET DE MESURE

Cette section compléte les informations données dans la Publication 384-1
de la CEI, section quatre.

Méthodes d'essai et de mesure

Examen visuel et vérification des dimensions

Voir Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 4.4

Essais électriques

Tension de tenue

Selon paragraphe 4.6 de la Publication 384-1 de Xa
modalités suivantes:

cemp tenu des

Circuit d'essai

Le produit de Rq par la capacité nomipal
a 1 s et supérieur a 0,01 s.

Rq1 comprend la résistance 1nternv ension

R2 doit limiter le coura valeur inférieure jou

égale a 1 A.

Les tensions suivantes d ppliquées entre les points| de

mesure du tableau I du parag de la Publication 384-1| de la CEI,

pendant 1 min r l
essais lot pa

gation et pendant 1 s pour les
e la conformité de qualité.

Point d'ki}acgék\ \\\TY§5§ién d'essai
1) \J\\ U

10) c \\> 2 Uy avec un minimum
4 \ de 200 V

Cdpacite

Selon paragraphe 4.7 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des
modalités suivantes:

La mesure de la capacité doit se faire a 1 000 Hz ou le résultat de cette
mesure doit €tre ramené a une fréquence de 1 000 Hz. Pour les condensateurs

de capacité nominale supérieure & 10 uF, les fréquences de 50 Hz a 120 Hz
peuvent étre utilisées.

La valeur de créte de la tension appliquée ne doit pas dépasser:
- 4 1 000 Hz: 3% de la tension nominale;
- de 50 Hz & 120 Hz: 20% de la tension nominale, avec un maximum de
100 V (valeur efficace 70 V).
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SECTION FOUR - TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

This section supplements the information given in IEC Publication 384-1,
Section Four.

L, Test and measurement procedures

4.1 Visual examination and check of dimensions

IEC Publication 384-1, Sub-clause 4.4,

u 2 jnkl de. x. h | 4= 4.
. Siloobvi Lval Ll Lo

4.2.1 Yoltage proof

3ub-clause 4.6 of IEC Publication 384-1, with the h i fls:

4.2.1.1 Test circuit

L

'he product of R4 and the rated capacita
equal to 1 s and greater than 0.01 s.

han or

By includes the internal resistang

Ko shall limit the discha than 1 A.
4,2.1.2 The following voltages sha > nts of
Table I in Sub-clause 4.5.2 o d of

min for qualification appro for

the lot-by-lot qQuality conforman

AN
Tesequgéi \2 \\\3§§t voltage

1a) \/ 2 An

de) \\\/> 2 Ug with a minimum

1b)\ an
of 200 V

%

4.2.2 fdpacitance

Sub-clause 4.7 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.2.2.1 The capacitance shall be measured at, or corrected to, a frequency of
1 000 Hz. For rated capacitance values » 10 pF, 50 Hz to 120 Hz may be
used.

The applied peak voltage at 1 000 Hz shall not exceed 3% of the rated
voltage, and the applied peak voltage at 50 Hz to 120 Hz shall not exceed
20% of the rated voltage with a maximum of 100 V (70 V r.m.s.)
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4.2.2.2

4.2.3

4,2.3.1

4,2.3.2

h.2.4

h.2.4.1

bh.,2.4,2
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La capacité doit correspondre a la capacité nominale, compte tenu

de la tolérance spécifiée.

Tangente de l'angle de pertes (tgc/}

Selon paragraphe 4.8 de la Publication 384-1 de la CEI, compte
modalités suivantes:

Conditions de mesure pour les mesures a 1 000 Hz

La tangente de l'angle de pertes (tgc{} doit étre mesurée dans
conditions suivantes:

tenu des

les

- Fréquence: 1 000 Hz.
- Créte de tension: £3% de la tension nomipale.
- Imprécision de mesure: £5 x 10-4 (valeur abs

Exigence pour les mesures a 1 000 Hz

La tangente de l'angle de pertes (tgc/;
valeur:

20 x 10-% pour cy € 10
15 x 10-4 pou

Résistance d'isolement

Avant la me
produit
du cond étre supérieur ou égal a 0,01 s

prescrite dans la spécification pa

déit €tre conforme aux prescriptions du p
tion 384-1 de la CEI.

Lé produit’ de la résistance interne par la capacité nominale d
dateur doit &tre inférieur 3 1 s ou 3 toute autre valeur évent

érleure a la

tenu des

. Le

nominale
bu & toute
rticuliére.

oS DN

aragraphe

(1]
foi g

u conden-
uellement

.
—preserite—dans—ta—spéeificationparticutieres
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4,2.2.2 The capacitance shall be within the specified tolerance.

4.2.3 Tangent 6f loss angle (tan c/}

Sub-clause 4.8 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.,2.3.1 Measuring conditions for measurements at 1 000 Hz

Tanc( shall be measured as follows:

- Frequency: 1 000 Hz.
- Peak voltage:  ( 3% of the rated voltage.

3 )
o . LS 14U /.

4.2.3.2 Requirement for measurements at 1 000 Hz

Fancr shall not exceed the applicable values sho Mlowsy
20 x 10-% for cr £ 10 oF -

15 x 10~% for Cg > 10 pF.

4.2.4 [nsulation resistance

Sub-clause 4.5 of IEC Pullicatid e following detalls:

4,2.4.1 PBefore measurement, the capatitor
bf the resistance of the disc

y.2.4.2 s Ytag inaccordance with Sub-clause 4.5(2

be fully discharged. The|product
and the rated capacitance of
s or any other value prescribed

ied immediately at the correct value thprough the

yternal resistance and the rated capacitance of the
all be\sgmaller than 1 s or any other value prescribefl in the
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La résistance d'isolement doit satisfaire aux exigences suivantes:

Points de mesure

paragraphe 4.5.2
de la Publication

selon le tableau I,

Exigences

Produit RC minimal

(R = résistance d'iso-
lement entre les

Résistance d'iso-
lement minimale
entre les sorties

Résistance d'iso-
lement minimale
entre les sorties
et le boltier

384-1 de la CEI sorties)
(CN = capacite
nominale)
(s) (r<\)\ % (MSU)
Cy > 0,33 pF N\\/ -
1a) 10 000 wm
1b) et 1e) - ( ,7 \} 30 000
4,2.4,3 Lorsque 1l'essai n'est pa lante

de la mesure doit, s'il

ramené a 20 °C,

Facteur de correction

érature de 20 °C,
en mult

le résultat
ipliant

ns de doute,
iyants peuvent
électrique

1 0,9
<<:i:§§\ 0 1,00
23 1,05
27 1,15
30 1,2
35 1,3
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The insulation resistance shall meet the following requirements:

Requirements

Measuring points
in accordance with
Table I of I1EC
Publication 384-1,
Sub-clause 4§.5.2

Minimum RC product .

(R=insulation resis-
tance between the
terminations)

Minimum insulation
resistance between
the terminations

Minimum insulation
resistance between
terminations and
case

(Cr=rated capaci-
tance)

(s) (MQ {\ (MSL )
CR > 0.33 pF Cr g<oﬁaxi\\>
1a) 10 000 -
ib) and 1e) - 30 000
4,2.4.3 When the test is made at a t® than 20 °C, the resullt shall,

when necessary,

cgpacitors:

mg¢asurement by the appropri
mgasurement at 20 i
cqnsidered as an

be corrected

In case of doubtf,

the

can be

rbopate film dielectric metal floil
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4.2.5 Caractéristiques en fonction de température (si requis dans la spécifica-
tion particuliére)

Selon paragraphe U4.24.1 "Méthode statique" de la Publication 384-1 de la
CEI, compte tenu des modalités suivantes:

Les mesures de capacité sont effectuées aux points b), d) et f).

Caractéristiques a la température minimale de la catégorie

Température d'essai Caractéristique
au point b) capac1te/temperat re

RN /@@w

=55 °C 0 & C < -3%

S

Caracte %g\ iques\a t pe atlire maximale de catégorie

r d"sssai Caracgérist%que
<i 1nt capacite/temperature
85 °c -1,5% %.C.{ +1,5%
100 °C -2% %_C < +2%
125 °C -4 < AC_C < +4%
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